












の作製が重要になる。しかし高温高圧(HPHT)法による高濃度 B ドープした p+ダイヤモンド基板
に関しては入手も困難であり、結晶の評価も殆ど行われておらず、転位解析手法も確立していな
い現状である[1]。本報告ではこの p+ HPHT 種結晶に関して、欠陥解析を行った。 
2. 実験 測定試料は市販の Bドープ HPHT(001)単結晶ダイヤモンドを用いた。九州シンクロトロ
ン光研究センター(SAGA-LS)の SR 光 BL09 を使用し、X 線トポグラフィ(XRT)によって転位の非
破壊観察を行った[2]。X 線のエネルギーは 6.7 から 13.54keV、回折ベクトル𝒈は<202>、<404>、
<113>を選択して XRT 像を撮影し、それぞれ欠陥解析を行った。 
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図１. 𝒈 = [202]XRT像
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